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Baslica Uygulamalar Teknik Ozellikler

e Bilinmeyen 6rneklerdeki kristal
fazlarin tanimlanmasi

e Oran tayini (Rietveld analizi ile)

e Kristal Boyutu & Mikrogerilme
(Serrer formalu ile tahmin)

e Kristal diizlemlerinin yonelim
analizi

e Ozgiil yonlerdeki ic gerilmelerin
belirlenmesi (Artik Gerilme
Ol¢iimii)

e ince film karakterizasyonu (Kalinlik,
gerilme, fazlar, epitaksiyel yapi)

Gerilim-Stres analizi,Faz
tanimi,Rietveld analizi
yapilmaktadir.

Bakir (Cu) ve Kobalt (Co) tup ile
calismakta olup min. gici
1.5kwW

-10° ile +150° araliginda agcisal
tarama yapilmaktadir

5 Eksenli Stage ile tarama
(x,y,z,chi,phi)

Donerek test ile daha detayl
bir analiz sonucu

Numune Tipleri

Toz: 310-25 mm, 1-5 mm

Bulk: <30x30 mm, <10 mm (diiz yiizey)
ince film: 10-25 mm substrat

Metal: ?10-20 mm, <10 mm
Seramik/Cam: @10-25 mm, <5-8 mm

FSMVD HALIG YERLESKESI, ALUMINYUM TEST EGITIM VE ARASTIRMA MERKEZI
Fatih Sultan Mehmet Vakif Universitesi, Aliminyum Test Egitim ve Aragtirma Merkezi, Halig Yerleskesi Siitliice Mahallesi Halicioglu Kavsag No:12 Beyoglu/fistanbul
Q 0212 521 81 00-Dahili:4373 =& aluteam@fsm.edutr @ aluteam.fsm.edu.tr



